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1. Wstep

Przedmiotem badain byiy pasywne czujki podczerwieni AMTRON PCP3
Sp. 2z 0.0, ELCOM z Wesotej k/Warszawy. Zleceniodawca dostarczyl
dwa egz. czujek o nr fabr. 4861 i 4862.

Celem badair KEM byto sprawdzenie odpornoSci czujek na zewngtrzne

zak*6cenia elektromagnetyczne. Badania przeprowadzono w oparciu

o nastepujgce dokumenty:

1. Instrukcja obstugi czujki podczerwieni pasywnej AMTRON PCP3

2. Elektroniczne systemy alarmowe przeciwwiamaniowe. Wymagania
dla czujek pasywnych podczerwieni (projekt, grudzien 1987)

3. Metody badan Srodowiskowych dla urzgdzehd systeméw alarmowych.
TKP DORAWEX, DX-ZWB~97 (odpowiednik zaleceh IEC79/C09P1.83
Environental Testing for Alarm Systems})

4. PN-86/E-06600 Automatyka i pomiary przemysiowe. Kompatybilnosé
elektromagnetyczna urzgdzen. 0gdlne wymagania i badania.

Przyjeto nastgpujgcy zgkres badah KEM:

1. spr. odpornodci na émiany napiecia zasilajacego, prbéba A8
stopiedA ostrosci 2 wg (2,3)

. Parametry préby: wartosé napigcia obnizonego 10,2 V i podwyzszo-
nego 15 V, szybkodé zmiany napiecia 1 V/s.

2. spr. odporno$ci na dynamiczne zmiany napiecia zasilajgcego symu-
lowane metodsg S870 wg PN (4) zat.?7 przewidziane w dokumencie (3)
jako préba A12.

3. spr. odpornosci na zakibcenia impulsowe, préba A9, stopieh |
ostrodci 2 wg (2,3). Odpowiada to amplitudzie impulséw 500 V |
5/50 ns, przy metodzie symulacji SE10 wg PN (4) zak.1.

4. spr. odpornoSci na zakidcenia magnetyczne duzej energii 4J,
odpowiada to amplitudzie impulséw 2000 V 1,2/50 ps, przy metodzie
symulacji SM30 wg PN (4) zak.3.

5. spr. odpornosci na wytadowania elektrycznoéci statycznej, proéba
A11, stopief ostrosci 1 wg (2,3). Odpowiada to amplitudzie na-
pigcia wytadowania ESD 4 kV wg PN (4) zal.8.

6.spr. odpornosci na pole elektromagnetyczne, préba A13, stopien
ostrosci 4 wg (2,3). Odpowiada to metodzie symulacji SR51 wg
PN (4) zai.5 orgz poziomem nat¢zenia pola 10 V/m w zakresie
czgstotliwodci od 0,1 do 150 MHz oraz 5 V/m w zakresie czestotli-
woscli od 150 do 500 MHz.
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7 braku technicznych mozliwoSci w ytworzenia w PIAP pél elektroma-
gnetycznych o tak wysokim poziomie natgZenia pola i w tak szerokim
zakresie czestotliwoSci prbébe A13 zastgpiono sprawdzeniem odpor-
nééci na zaktdcenia sinusoidalne ciggie w zakresie czestotliwoéci
50 kHz do 50 MHz oddziatywujgce na obwdd zasilania i interfejsowy
jako zakldécenia przewodzone niesymetrycznie, metoda symulacji SN51
wg PN (4) zai.5.

W oparciu o warunki badah przewidziane w prébie A13 (p. PN(4) zax.5
oraz IEC 801-3) oszacowano poziom zakidécehr indukowanych w kablu

o dtugodci 1 m' przy hatgzeniu pola 10 V/m w' zakresie czgstotliwosci
0,1 do 30 MHz. Odpowiednie poziomy wynoszg: 10 mV (0,1 MHz), 120 mV
(1 MHz), 1 V (8 MHz), 4 V (30 MHz). Dla zmienionej metody sprawdzania
proponuje sig¢ przyjaé poziom odpornosci 1 V dla zakresu czgstotli-
wodci > 150 kHz i 0,6 V dla czestotliwodci <150 kHz.

2. Warunki badah

Wgrunkl pracy czujek w czasie badan:

~ usybuowanie i uktad poXgczell czujek - rys.]

~ kabel zasilania i sygnaXowy o diugoSci ok. 2 m - teletechniczny
w dodatkowej ostonie z rury PCV tadmowy 4xTLY 12x0,1 przytgczony
do punktéw lutowniczych czujkl (2Y plus napiecia zasilania
czujki "+"; (1) minus napiecia zasilania czujki "-" oraz zestykdw

kontaktronu czujki (3,4). Dodatkowo zaleznie od rodzaju funkcji
pamig¢ci punkt lutowniczy "SP"(¥) gczono z "+" (2) lub "-" (1) na-
piecia zasilania.
Warunki otoczenia W czasie badai - warunki laboratoryjne, tempera-
tura otoczenia 18-23°C, wilgotnosé wzgledna 60-70 %.
Uktady pomiarowe i usybuowanie: czujk¢ z kablem usytuowano 100 mm
n§d ptaszczyzng ziemi odniesienia o wymiarach 1x1,5 m (rys.1).
Pomiary zaklécalnosci przy zmianach napigcia zasilania i dynamicz-
nych zmianach napigcia zasilania przeprowadzono w ukiadzie pomiaro-

wyn przedstawionym na rys.2. Dynamiczne zmiany napiecia zasilania
symulowano specj§1izowanym zasilaczem o parametrach okreSlonych

w PN (4) zat.7. |
Dla pozostatych pomiardéw obwody zasilania i wyjdcia czujki wprowadzc
no na uktad sieci szbucznej o parametrach zgodnych z PN (4) zai.1,
ukiad pomiarowy rys.3.
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Pomiary zakldécalnosci przy wyitadowaniach elektrycznodci statycznej
ESD przeprowadzono przy wyiadowaniach poSrednich na piaszczyzne
ziemi odniesienia, w punktach usybtuowanych w odlegioSci 100 mm

ed poziomego rzutu czujki oraz przy wytadowaniach bezposSrednich
na blache PA#3 (150x100 mm) imitujgca konstrukcje, do ktdérej Jest
mocowana czujka. Blache pozgczono tasma Cuf0,2 o szerokodci 65 mm
z plaszczyzng ziemi odniesienia rys..4.

Kryterium zakiécalnoSci: zgodnie z dokumentem (2) przyjeto, zZe
czujka Jest odporna na zakidcenia o danych parametrach, jezeli nie

wystepujg falszywe alarmy, a po zakohczeniu narazenia czujka reagu-
je zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi. Sprawdzenie funkcjonalne
przeprowadzono w nastegpujgcy sposéb: przy zdjetej przesionie z

okna czujki operator sprawdzail czy czujka generuje stan alarmowy
przy poruszaniu rg¢ka. Takie sprawdzenia przeprowadzono kazdorazowo
po zakoAczeniu pomiardéw zakiécalnosci dla danego rodzaju i ostrodci
zakldcen,

Stosowane urzadzenia pomiarowe i pomocnicze:

- pitaszczyzna ziemi odniesienia (1x1,5 m)

~ imitacja konstrukcji, do ktdérej mocowana Jest czujka ~ blacha PA#3
150x100 mm

-~ sieé szbtuczna zg. z PN (4) zal.1 (IKSAiP)

-~ oscyloskop typ 2230 (TEKTRONIX)

~ generator sygnaiowy PG-19(KABID)

- symulator zakléceh impulsowych 5/50 ns o parametrach zgodnych z
PN (4) zal.1, typ NSG-225 (SCHAFFNER)

- symulator wytadowair elektrycznoSci statycznej o parametrach
zgodnych z PN (4) zat.8, typ SED-2 (MERA PIAP)

- generator zakiédcehA impulsowych duzej energii 1,2/50 ps (GZI 23
MERA PIAP)

- dioda LED z rezystorem 1,2 k

~ klamra pojemnoSciowa o parametrach zgodnych z PN (4) zaz.”
(MERA PIAP)

- specjalizowany zasilacz do badal odporno$ci na dynamiczne zmiany
napigcia zasilania o parametrach zgodnych z PN (4) zaZ.7 (MERA
PIAP).

3. Wyniki pomiaréw
3.1. Sprawdzenie odporno$Sci na zmiany napigcia zasilania

Pomiary przéprowadzono w uktadzie pomiarowym Dokazanym na rys.2.

¢
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Stwierdzono, ze dla obu' egzemplarizy' czujek zarbébwno w wersji NO,jak
i NG zmiany wartoSci napigcia zasilania z szybkoscig 1 V/s w gra-
nicach 10,2 V do 15 V nie powoduja generowania fatszywych alarméw,
zachowana Jjest funkcjonalnoéé sprawdzana w sposéb opisany w p.2.
Dodatkowo stwierdzono, Ze obnizenie napigcia ponize] §,5 V oeos
8,75 V powoduje generowanie cyklicznych alarméwj przy napigciu za-
silania 6 V ... 7 V dla czujki NC nastgpuje wytgczenie przekaznika
kontaktronowego z dalszymi cyklicznymi alarmamil sygnalizowanymi
przez LED czujki; przy napigciu zasilania 3,25 V....4,5 V czujki
przestaja dziataé.

Wynik sprawdzenie dla obu egzemplarzy czujek w wersji NO i NC jest
pozytywny.

3.2. Sprawdzenie odpornoéci na krétkotrwate dynamiczne zmiany napig-
cia zasilania

Pomiary przeprowadzono w uktadzie pokazanym na rys.2. Zaktécenia

W postaci zanikéw, obnizZed i podwyzszeh symulowano smeogallzowanym
ukladem. %aktécenia generowano co 10 sek.

Przy symulacji zanikdéw napig¢cia zasilania o czasie trwania jak nize]
i dituzszych czujki generowaty falszywe alarmy (czasy zanikéw w ms).

' pamigé wiaczona | pamieé wylaczona
1
nr fabr. zanik NO NC NO RC
czujki
4861 I5V/ 07V 220 106 410 115
12ty 0 v 318 95 640 124,
10,2 V/ 0V 109 32 311 52
4862 15 V/ 0V 195 113 800 126
12V/ 0V 140 4.8 400 86
10,2 V/ 0 V 130 28 168 43
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Przy symulacji obnizeh napiecia zasilania 15 V/12 V, 15 V/10,2 V,

12 V/10,2 V oraz podwyzszend napigcia zasilania 10,2/12 V, 10,2 V/15 V
12 V/15 V o czasie trwania 1,2 s nie zaobserwowsno objawdw zakiébcen
dla obu egzemplarzy czujek.

Biorac pod uwagg PN (4), w ktérej odpornosé na tego typu zakldcenia
dla urzgdzen automatyki przemysiowej powinna byé 20 ms, badane
czujki speiniajg wymagania.

Wynik sprawdzenia dla obu egzemplarzy czujek pozytywny.
%.3. Sprawdzenie odpornoéci na zaklécenia impulsowe nanosekundowe

Pomiary przeprowadzono w uktadzie pomiarowym rys.3. Zakibécenia wpro-
wadzono na kabel czujki przez klamrg pojemnoSciowg, metoda symulacji
SN10 (PM4)). Generatorem zakiéced byl symulator NSG-225 (SCHAFFNER).
Czas narazania zakdceniami ok. 1 min,

Przy +500 V, +1000 V ¢ +2000 V, +4000 V amplitudzie impulséw 5/50 ns
nie obserwowano objawdéw zakibécedr dla obu egz. czujek.

Odporno$é obu egz. czujek na zakidcenia impulsowe 5/50 ns Jest
wyzsza od 4000 V - wymagana odporno$é na tego typu zaklbcenia wg
(2,3) wynosi 500 V.

Wynik sprawdzenia dla obu egzemplarzy czujek pozytywny.
5.4, Sprawdzenie odpornoSci na zakidcenia impulsowe duzej energii

Pomiary przeprowadzono w ukiadzie pomiarowym pokazanym na rys.3.
Zaklécenia wprowadzano na kabel czujki metodg symulacji bliskiego
pola magnetycznego przez przewdd testowy z pradem impulsowym 8720 ps
zgodnie z za. 3 PN (4), metoda symulacji SM30.

Przy impulsach +2 kV o energii 4J genemowanych co 10 sek., dla trzech
impulséw kazdej polaryzacji, nie zaobserwowano objawdéw zakldcehr

w zadnym z badanych egzemplarzy czujki.

Odporno&é na zakitdécenia impulsowe 1,2/50 ps (SM30) wynosi 2 kV 4J.

Wynik sprawdzenia pozybtywny dla obu egzemplarzy czujek.
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3.5. Sprawdzenie odporno$ci na wyzadowania elektrycznosci sta-
tycznej ESD

Pomiary przeprowadzono w uktadzie pomiarowym pokazanym na rys.i4.
Przewdd uziemiajacy symulator SED-2 przyigczono do ptaszczyzny
zlemi odniesienia (p.z,0.), nadmiar przewodu utoZono na plaszczy-
znie ziemli odniesienia w odlegloéci wigkszej niz 100 mm od kabla
przytgczeniowego czujki.

Wytadowania poérednie na Plaszczyzng ziemi odniesienia inicjowano
z8. 2z metody symulacji SE80 zax.8 PN (4).

Wyladowania bezpesrednie inicjowano na metalowg piyte (PAZ£3,
150x100 mm) imitujgcsy konstrukeje, do ktérej przymocowana moze byé
czujka. Piyte uziemiono 4o piaszczyzny ziemi odniesienig tasmg
Cu#0,2 o szerokodci 65 mm.

Na kazdy punkt pomiarowy inicjowano 10 wytadowadl z czestotliwodciag
ponizej 0,1 Hz.

Obserwowano objawy zakidcen:

~ przy posrednich wyladowaniach ESD 12 kV dla obu egz. czujek
(w wersjach NO i NC) nie stwierdzono objawéw zakiéceh

~ przy bezpoérednich wytadowaniach ESD:

nr czujki /wersja amplituda wytadowah ESD objawy zakléceh
4861 NO 6 kV bez objawédw
7 kV pojedyncze alarmy
4861 NG 5 kv bez objawédw

4862 NO;KRC 6 kV pojedyncze alarmy

Poziom odpornoéci na wytadowania ESD poSrednie dla obu egz.czujek
Jest wyzszy niz 12 kV;dla wytadowah bezpoérednich wyzszy niz 4 kV.
Wg dokumentéw (2,3) czujka powinna byé odporna na wytadowania ESD
o amplitudzie 4 kV, oba egz. czujek speiniaja te wymagania.

Wynik sprawdzenia dla obu egzemplarzy czujek pozytywny.

3.6. Sprawdzenie odpornodci na zaklécenia sinusoidalne ciggte

Pomiary Przeprowadzono w ukladzie pomiarowym pokazanym na rys.3,
Sygnat zaklécajacy z generatora poprzez kondensator sprzegajacy

wprowadzano kolejno na kazdy przewdd obwodu zasilania i obwodu wyJjé-—
ciobego czujki. Sygnat zaklbcajacy zmodulowano AM50% czgstotliwodcig

1 kiiz. Poziom zak}écehr mierzono oscyloskopem w wartosci szczytoweJ

Vpp sysnatu o czestotliwosci Podstawowej. Metoda symulacji zaklécen

9



niesymetrycznych SN50.

Dla cigglego sygnalu zakildcajgcego w zakresie czgstotliwodci 50 kHz
do 50 MHz i amplitudzie 3 Vpp nie zaobserwowano objawdéw zakldcen
zaréwno dla obwodu zasilania, jak rdéwniez obwodu wyjsSciowego
(przekasnika kontaktronowego) dla obu egz.czujek. Jedynie w obwo-
dzie zasilania obu czujek (+ i =) dla wersji NO z zalgczong pa-
migcig w padmie czestotliwo$ci od 47 MHz do 50 MHz sygnatu zakitdca-
Jacego szybkie narastanie amplitudy od 0V do 3,6...4 Vpp powodowa—
to generowanie stanu faiszywego alarmu.

Przy wymaganych poziomach odpornoSci zaproponowanych w p.1 niniej-
szego sprawozdania wynik sprawdzenia Jest dla obu egz. czujek
pozytywny.

4, Wnioski

Po przeprowadzonych badaniach stwierdza sie, ze dostarczone do
badan czujki podczerwieni pasywne] typu AMTRON PCP3 produkcji
Spétki z o.0. ELCOM o numerach fabr. 4861 1 4862 speiniajg wyma—
gania kompatybilnosci elektromagnetycznej podane w p.1 niniejszego
sprawozdania.

AO
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Rys.4. Uktad pomiarowy dla badan odpornosci na

elektrycznodci statycznej ESD.
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